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Sposob wykrywania i automatycznej identyfikacji defektow urz^dzen 

technicznych 

Przedmlotem wynalazku jest sposob wykrywania i automatycznej 
identyfikacji defektow urz^dzen technicznych, znajduj^cy zastosowania do 
diagnozowania urzsidzen technicznych, a zwteszcza maszyn wirujsicych. 

Podczas dokonywania oceny stanu technlcznego wielu urz^dzeri 
technicznych, a zwteszcza podczas wykrywania i identyfikacji defektow wiruj^cych 
maszyn eiektrycznych i ich cz^sci , stosunkowo cz^sto wykorzystuje si$ metody 
oparte na pomiarze sygnatow eiektrycznych lub mechanicznych oraz na analizie 
widm tych zmierzonych sygnafow. Zmienne w czasie sygnafy pomiarowe 
przedstawia si? w postaci ich widm cz§stotliwo§ciowych, a Ich wykresy w postaci 
spektrogramow poddaje si? szczegolowej analizie. Spektrogram zatem opisuje 
rozktedy czfstotliwosci w danym sygnale. Pik w spektrogramie oznacza obecnosd 
odpowiadaj^cej mu cz?stotliwosci w danym sygnale. 

Standartowy sposob wykrywania i analizy defektow polega na sprawdzeniu, 
czy w spektrogramie wyst?pujq piki odpowiadajqce wielokrotnoSciom 
cz?stotliwo§ci generowanej przez dany defekt. Dost^pne narz^dzia utetwiaj^ to 
zadanie poprzez wizualizacj? tego procesu, ale nie zmieniaj^ jego zasady. 
NiedogodnoSci^ takiego sposobu przeprowadzania oceny stanu technlcznego jest 
konieczno§6. doktednej znajomosci konkretnej cz§stotliwo6cl zwisizanej z danym 
defektem. Przyktedowo, dia toiyska poddanego ocenie. jest to wypadkowa 
cz?sto§ci obrotowej watu i geometrii toiyska. W wypadku gdy jedna z tych 
informacji jest niedost?pna, analiza nie mote si? odbyc, lub obarczona jest duz^ 
niepewnoscisi. 
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Z polskiego opisu patentowego nr 171 505 znany jest spos6b oceny stanu 
technicznego przeWadni z^batej na podstawie analizy sygnatu wibroakustycznego, 
kt6ry polega na tym, ze na widmach wsiskopasmowych przeWadni z^batej 
pracujqcej z r6±nyml pr§dko§ciami obrotowymi, bada s\q amplitudy pr^±k6w o 
cz§stotliwo§cjach odpowiadaj^cych iloczynowl cz§sto§ci obrotowej i liczby z?b6w 
kola z^batego, a cz§stotliwo§e pr^±ka o najwyzszej amplitudzie przyjmuje si? za 
lokaln^ cz§sto66 rezonansowsi odzwierciedlaMc^ sztywnosc wspolpracujq^cych 
z^bow. Nast^pnie przez porownanie tej lokalnej cz^stosci rezonansowej z 
wartosci^ wzorcow^ wte§ciw^ dia danej przeWadni okresia siq W§dy wykonania 
b^dz zu±ycia. 

Z polskiego opisu patentowego nr 148 831 znany jest sposob wykrywania 
zwarc i niedobordw uzwojeri stojana silnika indukcyjnego, w Worym w czasie pracy 
sllnika mierzy si§ po§rednio pasmowe charakterystyki cz^stotliwosciowe silnika, 
przez pomiar pasmowych charakterystyk cz^stotliwosciowych stycznej pr§dko§ci 
lub przyspieszenia drgart silnika pod kqtem stwierdzenia wyst^powania w 
charakterystykach cz§stotliwo§ciowych dominant o okreSlonych cz^stotliwosciach 
charakterystycznych dIa zwar6 i niedoborow uzwojen stojana" lub ich 
hannonicznych. Uzyskany sygna* typu napi^ciowego jest porownywany z 
wartosciq zadan^ a przekroczenie tej zadanej wartosci oznacza wystqpienie 
uszkodzenia. 

Z amerykartskiego opisu patentowego nr 5 895 857 znany jest sposob 
wykrywania uszkodzert w maszynach maj^cych wirujqce lub posuwisto-zwrotne 
elementy, a zwiaszcza w przektednlach i to±yskach. Spos6b ten polega na tym, 
ie ze zmierzonego sygnalu reprezentuj^cego widma amplitudy i czf stotliwoSci 
drgart badanego elementu wiruj^cego, wybiera si§ wartoScI szczytowe amplitud 
dIa okreSlonych przedziat6w czasowych pr6bkowania. WartoSci te por6wnuje si? 
z sygnatem pr?dko§ci zmierzonym przez czujnik pr^dkosci, ktory zamontowany 
jest na wiruj^cym elemencie, przy czym por6wnywanie tych wartosci odbywa si? 
po uprzednim zsynchronizowaniu i usrednieniu wartosci szczytowych amplitud i 
sygnat6w pr?dko§ci, a te synchronicznie usrednione wartosci amplitud przetwarza 
si? na cz?stos6 wtasn^ aby okreSlic obecnosc uszkodzen w badanym elemencie 
wiruj^cym. W opisie tym przedstawiony jest r6wnie± spos6b przetwarzania 
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sygnatu drgari generowanego przez czujnik drgan, zamocowany na badanym 
elemencie wiruj^cym. na sygnat przedstawiaj^cy cz§sto§e wtesnsi wytwarzajqcq 
wartoSci szczytowe na widmie. 

W przedstawionych sposobach oceny stanu technicznego urzqdzeh 
technicznych zmierzone warto§ci roznych sygnalow. przedstawione na 
spektrogramach porbwnuje si§ ze znanymi, ustalonymi wczesniej warto§ciami 
progowymi. 

Sposob wykrywania oraz automatycznej identyfikacji defektdw urzqdzen 
technicznych wedtug wynalazku, w ktorym mierzy siq za pomoc^ znanego 
urz^dzenla pomiarowego zmienne w czasie sygnafy pomiarowe, a wyniki 
pomiar6w w postaci spektrogram6w dostarcza si^ do pami^ci komputera, do 
ktorego dostarcza si§ r6wnle± odpowiednie bazy danych, polega na tym, Ze w 
pienvszym etapie dzialania z co najmniej jednego spektrogramu wybiera siq piki o 
warto§ciach amplitudy wi^kszych od okre§lonej, zadanej wartosci progowej 
amplitudy, z ktorych tworzy si§ zbior oznaczonych wartosci pikow. Nast^pnie dia 
wszystkich pikow z tego zbiom oblicza si? stosunek cz?stotiiwo§ci kazdego piku 
wzgl§dem cz^stotliwosci pozostafych plk6w, po czym w zale±nosci od wartosci 
uzyskanego ilorazu, zbi6r oznaczonych wartosci pikow dzieli siq na dwa 
podzbiory. W dalszej kolejnosci, w drugim etapie dziatenia w jednym z 
podzbiordw wyr62nia si§ kolejne okreslone grupy pik6w. ktore r6zniq si§ mi^dzy 
sob^ wartosciami cz^stotliwosci podstawowej, stanowiqcej jeden z czynnlkdw 
iloczynu, stale powtarzajstcy si? w jednej z tych grup. DIa pik6w z ka±dej 
okreslonej gmpy pik6w szuka si? obecno§ci wst?g bocznych w drugim podzbiorze 
utworzonym ze zbioru oznaczonych warto§ci pik6w i w przypadku stwierdzenia 
obecnosci wst?g bocznych, oblicza si? cz?stotliwose podstawow^ wst?g 
bocznych. Nast?pnie w etapie trzecim wykrywa si? istnienie wady urz^dzenia 
technicznego , kt6re nast?pnie identyfikuje si? przez por6wnanie cz?stotllwosci 
podstawowych oraz cz?stotliwosci podstawowych wst?g bocznych z wartosciami 
cz?stotliwo§ci, kt6re zgromadzone s^ w pami?ci urz^dzenla komputerowego, w 
bazie sygnatur danych i w bazie danych technicznych urzqdzenia technicznego. 
Wyniki tak przeprowadzonej analizy spektrogramu lub spektrogram6w, 
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przedstawia si§ za pomoc^ urzqdzenia do wizualizacji wynik6w, sprzf 2onego z 
urz^dzeniem komputerowym. 

Korzystnie w pierwszym etapie dziatenia zbi6r oznaczonych wartosci pikow 
dzieli s\q na dwa pcxJzbiory pik6w, przy czym jeden podzbi6r skiada si? z takich 
wartosci pik6w, dia ktorych stosunek ich wartosci cz^stotliwo^ci do wartosci 
cz^stotliwosci wszystkich pozostatych pik6w wyraza si§ ilorazem liczb calkowitych 
mniejszych od 10, zas drug! podzbi6r pikow sWada si§ ze wszystkich pozostalych 
pik6w. 

Korzystnie w drugim etapie dziatenia obecnosci wst?g bocznych w drugim 
podzbiorze utworzonym ze zbloru oznaczonych wartosci pikow szuka si§ dIa 
dowolnych par pik6w, poprzez obliczenie stosunk6w r6±nicy warto§ci 
cz§stotllwo§cl jednego piku z danej pary pik6w i warto§ci czQstotliwoSci 
najbli±szego piku z okreSlonej gmpy pik6w przez r6±nic§ wartoSci cz^stotliwoSci 
drugiego piku z danej pary i wartoSci czf stotiiwoSci najblizszego piku z okreslonej 
grupy pikow, po czym w zale±no§ci od wartosci uzyskanego ilorazu tworzy si§ 
nowy podzbidr w drugim podzbiorze, z ktorego wydziela si? nast?pnie kolejne 
grupy pikow, rozni^^ce si? mi?dzy sobci wartosciami cz?stotliwosci podstawowej 
wst?g bocznych, stanowi^cej jeden z czynnik6w iloczynu, stale powtarzaj^cy si? w 
jednej z tych grup. 

Korzystnie nowy podzbidr pik6w utworzony z par pikdw w drugim 
podzbiorze skteda si? z takich par pik6w. dIa ktdrych obliczone stosunki r6±nicy 
wartoSci cz?stotliwo§ci jednego piku z danej pary pik6w i warto§cl cz?stotliwo§ci 
najbli2szego piku z okreslonej grupy pikdw przez r6±nic? wartoSci cz?stotliwosci 
drugiego piku z danej pary i warto§ci cz?stotliwo§cl najblizszego piku z okreslonej 
grupy plk6w, wyraione set jako ilorazy liczb catkowitych o wartosci bezwzgl?dnej 
mniejszej od 10. 

Zalet^ sposobu wed^ug wynalazku jest mozliwo§6 wykrywania i identyfikacji 
obecnosci defektu, w przypadkach kiedy doktedne cz?stotliwosci defektow 
konkretnych urz^dzeh technicznych nie s^ znane. 

W sposobie wedtug wynalazku bada si? relacje mi?dzy wszystklmi pikami i 
wyszukuje si? cz?stotliwo§ci, ktore ssi calkowitymi wielokrotnoSciami pewnej, 
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poczqtkowo niesprecyzowanej cz§stotliwo§ci oraz ich wst§gami bocznymi. 
Oznaczenie cz§stotliwo§ci podstawowej oraz cz§stotliwo§ci podstawowych wst§g 
bocznych. stanowi informacj? wystarczaj^c^ do por6wnania ilo§ciowego z 
cz^stotliwosciami zwi^zanymi z danym defektem i/lub jakosciowego z 
charakterystycznq sygnatur^ danego defektu. 

Przedmiot wynalazku jest obja§nlony w przyWadzie wykonania przy pomocy 
rysunku. na ktorym fig. 1, 2. 3, 4. przedstawiaj^ przyWadowe spektrogramy 
badanego urz^dzenia. na ktdrych zaznaczone kolejne kroki reallzacjl 

wynalazku, a fig. 5 - przedstawia przyWadowe urzsidzenie. s*uzq.ce do reallzacjl 
sposobu wedtug wynalazku. 

Spos6b wedtug wynalazku moze bye zrealizowany nast§pujq.co. 

1. Na spektrogramie /fig.1/, dostarczonym do urz^dzenia komputerowego, 
przedstawiaj^cym warto§ci amplitudy w funkcji czQstotllwo§ci danego sygnatu 
badanego urzqdzenia technicznego, zaznacza si§ warto§6 progow^ amplitudy 
stanowiqc^ warto^d mediany dia tego wykresu pomnozon^ przez liczb? 2,5. 
Wartose progowa przedstawiona jest na spektrogramie w postaci linii ciqgtej. 

2. Wszystkie kolejne piki spektrogramu pordwnuje si§ z warto§ciq progow^ 
amplitudy i z pik6w. dIa kt6rych ich amplitudy s^ wi^ksze od wartosci progowej. 
tworzy si? zbior oznaczonych pik6w Ai... .An. przy czym ka±dy z pik6w tego zbioru 
charakteryzuje si? innq wartosci^ cz?stotliwo§ci /i /n /fig.2/, 

3. Ze zbioru oznaczonych plk6w Ai ...An wybiera si? kolejno pIki i dIa tych 
plk6w obllcza si? stosunek wartosci cz?stotliwo§ci tych pik6w podzielony przez 
warto§cl cz?stotliwo§ci wszystkich pozostafych plk6w. 

4. Z par pikow, dIa kt6rych obllczone stosunki sq wyrazone jako ilorazy 
niewielkich liczb catkowitych /mniejszych od 10/ tworzy si? podzbior {A} zbioru 
Ai...An, a z pozostalych pikow tworzy si? podzbior pikow {Z}, przyWadowo na fig. 
3 s^ to piki Ae, Ag, A15. A18 z podzbioru {A}, dIa kt6rych stosunki cz?stotliwo6ci 
pikow /15//6 = 3/1. /18//9 =2/1, /i5//9= 3/2 oraz fylu z podzbioru {Z} o stosunku 
217/100. 

5. Z podzbioru {A} wydziela si? nast?pnie kolejne grupy plk6w Bi...Bn, 
Ci...Cn, Di....Dn itp., kt6re r6±ni^ si? mi?dzy sob^ warto§ciami cz?stotliwosci 
stanowiqcej jeden z czynnikow iloczynu, ktory powtarza si? w danej grupie Bi...Bn 
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7. Wydzielone cz§stotliwo§ci podstawowe cob. ©c lub toc oraz 
cz§stotliwo§cl podstawowe wst§g bocznych ©bi. cod lub ©di danej grupy pikow 
por6wnuje s\q z warto§ciamj cz§stotllwo§ci, ktdre zgromadzone w bazie 
sygnatur danych BSD. jako cz§stotliwo§ci znane dia r6±nego rodzaju uszkodzen 
i w zale±no§ci od rodzaju urzsidzenia technicznego, ktorego dane techniczne 
zgromadzone w bazie danych technicznych BDT - wykrywa si? i rozpoznaje 
rodzaj defektu danego urz^dzenia technicznego. Nast^pnie wyniki tak 
przeprowadzonej analizy spektrogramu lub spektrogramow. przedstawia si§ za 
pomoc^ urz^dzenia do wizualizacji wynikow. sprz§±onego z urzqdzeniem 
komputerowym. 

Przyktadowo z faktu istnienia wyraznych pik6w w widmie moina 
wnioskowae o istnieniu defektu to±yska. Z faktu, ze cz§stotliwo§6 podstawowa ©b 
jest w przybli2eniu r6wna 5X cz§stotliwo§6 obrotowa urz^dzenia oraz z faktu 
Istnienia wst^g bocznych, mozna wnioskowae, ie defekt zwi^zany jest z biezni^ 
wewn^trzn^ tozyska. W przypadku defektu bie±nl zewn^trznej, cz^stotliwosc 
podstawowa byteby na og6l ni±sza 1 nie istnialby wst^gi boczne. Podobnie mozna 
wyeliminowac inne defekty i z duzym prawdopodobienstwem mozna okreslia 
rodzaj defektu, przy czym podczas przeprowadzania analizy wedtug 
przedstawionego sposobu nie jest konieczna precyzyjna znajomosd cz§stotllwo§ci 
zwi^zanych z defektem tozyska. 

Sposob wedtug wynalazku jest reallzowany w urzqdzenie do wykrywania i 
automatycznej Identyfikacjl defekt6w urz^^dzeri technicznych. 

Urz^dzenie to stanowi procesor PR_, zawleraj^cy pami^c PK, w ktorej 
mo±na wyr62ni6 modul funkcjonalny ME oraz modut identyfikacyjny JVM. Modu* 
funkcjonalny sWada si§ z rejestru spektrogram6w RS, zespo^u wyboru i 
rejestru pikow ZP oraz zespotu klasyfikacji grup ZG . Moduf funkcjonalny MF 
poprzez rejestr spektrogram6w RS poiqczony jest wejsciem WE procesora PR, do 
ktbrego to wejscia przyl^czone jest urzq^dzenle pomiarowe UP, w przypadku 
dokonywania pomiarow on-line. Do rejestru spektrogramow RS, poprzez wejScie 
WE moze by6 przyl^czony dowolny no§nik informacji, zawierajsicy dane 
pomiarowe. Wyjscie modulu funkcjonalnego 1^ potqczone jest z modutem 
identyfikacyjnym JVU. do ktorego przy^qczona jest baza danych technicznych 
charakteryzuj^cych dane urz^dzenie badane BDJ oraz baza danych sygnatur 
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defektow BDS. Wyj§cie moduhj identyflkacyjnego Mi stanowi jednocze§nie wyjScie 
WY procesora PR i pot^czone jest z urz^dzeniem do wizualizacji raportu 
kortcowego UK. kt6rym mo±e by6 wySwietlacz na ekranie komputera lub drukarka. 

ABB Sp. z o. o. 
Ul. Bitwy Warszawskiej 1920r, nr 18 
02-366 Warszawa 
PELNOMOCNIK 
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Zastrzeienia patentowe 



1. Sposob wykrywania oraz automatycznej identyfikacji defekt6w 
urz^dzen technicznych, w ktorym mierzy sif za pomoc^ znanego 
urz^dzenia pomlarowego zmienne w czasie sygnaly pomiarowe, a 
wyniki pomiar6w w postaci spektrogram6w dostarcza do pami^ci 
komputera. do ktdrego dostarcza si$ r6wnie± odpowiednie bazy 
danych. znamienny tym, te w pierwszym etapie dziatenia z co 
najmniej jednego spektrogramu wybiera si§ piki o wartoSciach 
amplitudy wi§kszych od okre§lonej, zadanej wartosci progowej 
amplitudy, z kt6rych tworzy si$ zbior oznaczonych wartosci pikow, 
nastfpnie dia wszystkich pikow z tego zbioru oblicza s\q stosunek 
cz§stotliwo§ci kazdego piku wzgl^dem cz^stotliwosci pozostafych. 
pik6w, po czym w zaieznosci od wartosci uzyskanego iiorazu, zbi6r 
oznaczonych wartosci pikow dzieli si§ na dwa podzbiory^^ nast§pnie w 
etapie drugim w jednym z podzbior6w wyr6±nia si^ ko'lejne okreSlone 
grupy pikow, ktore r6±ni^ si§ mi?dzy sobq warto§clami cz§stotliwo§ci 
podstawowej, stanowiq^cej jeden z czynnik6w iloczynu, stale 
powtarzaj^cy s\q w jednej z tych grup. po czym dIa pikow z ka±dej 
okreslonej grupy pik6w szuka si$ obecnosci wst?g bocznych w drugim 
podzbiorze utworzonym ze zbioru oznaczonych wartosci pik6w i w 
przypadku stwierdzenia obecno§ci wst^g bocznych, oblicza si§ 
cz§stotliwo§6 podstawow^ wst^g bocznych, po czym w etapie trzecim 
wykrywa si? istnienie wady urz^dzenia technicznego . kt6re nast^pnie 
identyfikuje si? przez porownanie cz?stotliwosci podstawowych oraz 
cz§stotliwo§ci podstawowych wst§g bocznych z warto§ciami 
cz?stotliwo§ci, ktore zgromadzone s^ w pami^cl urzqdzenia 
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komputerowego, w bazie sygnatur danych I w bazie danych 
technicznych urz^dzenia technicznego, a nastQpnie wyniki tak 
przeprowadzonej analizy spektrogramu lub spektrogram6w, 
przedstawia siq za pomoc^ urz^dzenia do wizualizacji wynikow, 
sprz§2onego z urz^dzeniem komputerowym. 
I Spos6b wed*ug zastrz. 1, znamienny tym, ±e w pierwszym etapie 
dziatenia zbior oznaczonych wartosci pikow dzieli si§ na dwa podzbiory 
pikow, przy czym jeden podzbior sWada si§ z takich wartosci pikow, dia 
ktorycli stosunek ich wartosci cz^stotliwosci do wartosci cz^stotliwoSci 
wszystkich pozostafycli pikow wyra±a si? Ilorazem liczb calkowitych 
mniejszych od 10, za§ drugi podzbibr pik6w skteda si$ ze wszystkich 
pozostafycli pikow. 
. Spos6b wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ±e druglm etapie dziatenia 
obecno§ci wst§g bocznych w drugim podzbiorze utworzonym ze zbloru 
oznaczonych warto§ci pik6w szuka si^ dte dowolnych par pikow, 
poprzez obliczenie stosunkow r6znicy warto§ci cz^stotiiwoSci jednego 
piku z danej paty pik6w i wartosci czfstotliwo^ci najblizszego piku z 
okre§lonej grupy pikow przez roznic? wartosci cz§stotliwosci drugiego 
piku z danej pary i wartosci cz^stotliwosci najblizszego piku z 
okresionej grupy pikow, po czym w zaieznosci od wartosci uzyskanego 
ilorazu tworzy s\q nowy podzbior w drugim podzbiorze, z kt6rego 
wydziela si§ nast^pnie kolejne grupy pik6w, r6±ni^ce s\§ mi?dzy sobq 
warto§ciami cz^stotliwosci podstawowej wst§g bocznych, stanowisicej 
jeden z czynnikow iloczynu, stale powtarzaj^cy si? w jednej z tych grup. 
Sposob wedhjg zastrz.3, znamienny tym, ie nowy podzbior pik6w 
utworzony z par plk6w w drugim podzbiorze skteda si? z takich par 
pik6w, dIa ktdrych obliczone stosunki rdznicy warto§ci cz?stotliwo§ci 
jednego piku z danej pary pikow i wartosci cz?stotliwo§ci najblizszego 
piku z okreSlonej grupy pik6w przez r6znic? wartosci cz?stotliwosci 
drugiego piku z danej pary i wartosci cz?stotliwosci najblizszego piku z 
okresionej grupy pik6w, wyrazone s^ jako ilorazy liczb ca^kowitych o 
wartosci bezwzgl?dnej mniejszej od 10. 
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Skrot opisu 



Przedmiotem wynalazku jest spos6b wykrywania i automatycznej 
identyfikacji defekt6w urz^dzen technlcznych, znajduMcy zastosowania do 
diagnozowania urzqdzert technlcznych, a zwteszcza maszyn wiruj^cych. 

Sposob polega na tym, te mierzy si§ zmlenne w czasie sygnafy 
pomiarowe, a wyniki pomlardw w postaci spektrogramow dostarcza si§ do 
pami^ci komputera, przy czym w pierwszym etapie dzlafania ze spektrogram6w 
wyblera si^ piki o wartoSciach amplitudy wi§kszych od okre§lonej wartoSci 
progowej amplitudy, z kt6rych tworzy sl^ zbi6r oznaczonych warto§ci pikow. 
Nast^pnie oblicza sl§ stosunek cz?stotliwo§cl ka±dego piku wzgl^dem 
cz§stotIlwo§ci pozostalych pikow, po czym w zaleznoscl od wartosci uzyskanego 
llorazu, zbi6r oznaczonych wartosci pikow dzieli si^ na dwa podzbiory. W drugim 
etapie dziatenia w jednym z podzbiorow wyroznia si§ grupy pikow, kt6re r6zni^ 
si? mi^dzy sob^ warto§ciami cz^stotliwosci podstawowej. DIa pikow z ka±dej 
okreslonej grupy pikow szuka sif obecnosci wst?g bocznych w drugim podzblorze 
utworzonym ze zbioru oznaczonych warto§cl pik6w 1 w przypadku stwierdzenia 
obecnoSci wst^g bocznych, oblicza sif cz§stotliwo§6 podstawowq wst§g 
bocznych. Nast^pnie w etapie trzecim wykrywa si? istnienle wady urzsidzenia 
technlcznego . kt6re nast?pnle Identyflkuje si? przez por6wnanie cz?stotllwo§cl 
podstawowych oraz cz?stotliwo§cl podstawowych wst?g bocznych z warto^claml 
cz?stotllwo§ci, ktdre zgromadzone s^ w pami?ci urzsidzenla komputerowego. 
'^'9-^ /4 zastrzezenia/ 
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Skr6t opisu 



Przedmiotem wynalazku jest sposob wykrywania i automatycznej 
identyfikacji defektow urzqdzeh technicznych, znajduj^cy zastosowania do 
diagnozowania urz^dzen technicznych, a zwteszcza maszyn wiruj^cych. 

Sposob polega na tym. te mierzy s\q zmienne w czasle sygnaly 
pomiarowe, a wyniki pomiar6w w postaci spektrogramdw dostarcza si$ do 
pami§ci komputera, przy czym w pierwszym etapie dziatenia ze spektrogramow 
wybiera si§ piki o warto§ciach amplitudy wi§kszych od okreSlonej wartosci 
progowej amplitudy, z kt6rych tworzy si§ zbi6r oznaczonych wartosci pik6w. 
Nast^pnie oblicza si§ stosunek cz§stotliwo§ci kazdego piku wzgl§dem 
cz^stotliwoSci pozostafych pik6w, po czym w zale±nosci od wartosci uzyskanego 
iiorazu, zbi6r oznaczonych wartosci pikow dziell si§ na dwa podzbiory. W drugim 
etapie dziatenia w jednym z podzbiorow wyroznia si§ grupy pikow, ktore r6zni^ 
s\q mi^dzy sobq wartoSciami cz^stotliwosci podstawowej. DIa pik6w z kazdej 
okreSlonej grupy pik6w szuka si§ obecnosci wst§g bocznych w drugim podzbiorze 
utworzonym ze zbioru oznaczonych wartosci pikow i w przypadku stwierdzenia 
obecnosci wst§g bocznych, oblicza si§ cz^stotliwosd podstawowq wst§g 
bocznych. Nast^pnie w etapie trzecim wykrywa si$ istnienie wady urzsidzenia 
technicznego . kt6re nast^pnie identyfikuje si§ przez por6wnanie cz§stotliwo§ci 
podstawowych oraz cz^stotliwoSci podstawowych wst§g bocznych z warto^ciami 
cz§stotliwo§ci, ktore zgromadzone sei w pami^ci urz^dzenia komputerowego. 
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